PROGRAMA DE CURSO

Nombre del curso

Microscopia Electrénica de Transmision: Practica (MT77K-1)

Descripcion del curso

Electivo General del Programa de Doctorado en Ciencias de la
Ingenieria, Mencidn Ciencia de los Materiales.

El curso se enfoca en el uso del Microscopio Electrénico de Transmisidn
(MET) de Alta Resolucién. El curso esta orientado a estudiantes
graduados del doctorado de Ciencia de los Materiales o programas afines
a las ciencias (Quimica, Fisica, Biologia) e ingenieria que requieran la
técnica a nivel de la nanoescala.

Se enfatizaran los aspectos practicos de la operacion de microscopios
electrénicos de transmision para la caracterizacion de materiales, que
incluyen: alineacidn, captura de imagenes en los diferentes modos de
operacion y espectroscopia de Rayos X de energia dispersiva (EDS). Se
expondran fundamentos tedricos y habra practicas de laboratorio en
grupos reducidos (maximo 4 por curso) para que cada estudiante pueda
familiarizarse con la operacion del microscopio.

El curso finalizard con una evaluacién practica de los contenidos
desarrollados.

Para las practicas se utilizard un microscopio electrénico de transmision
instalado en el Departamento de Geologia, FCFM, Universidad de Chile:
FEI-Tecnai ST F20 (FEG).

Objetivos Entregar a los estudiantes las herramientas practicas para la operacién
del Microscopio Electrénico de Transmisién (MET) de Alta Resolucion.
Contenidos 1. Funcionamiento del microscopio electrénico de transmisién (MET)
de Alta Resolucion.
2. Alineacién basica para el estudio de muestras a nanoescala.
3. Captura e Interpretaciéon de imagenes.
4. Analisis elemental (EDS)
5. Difraccidn de electrones de area seleccionada (SAED)
6. Estudio a alta resolucion.
Modalidad de Evaluacion practica: Uso y operacién del microscopio electrénico de
evaluacion transmisién (MET)
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